IEC 60384-13:2011

IEC IEC 60384-13

®

INTERNATIONAL
STANDARD

N?RME
INTERNATIONALE

Edition 4.0 2011-12

Fixed capacitors for use in electcon
Part 13: Sectional specification — Ei
d.c. capacitors

Cond péments électroniques —
Parti¢ 13: Spécificatio 3 ondensateurs fixes pour courant
contipu a dié@'i 0 de’paolypropyléne a armatures en feuilles

métalliques O
W

: / y / 4
/ /// // i/, //////

‘ %\/ ////

O\


https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2011 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by
any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or
IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication,
please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie
et les microfilms, sans I'accord écrit de la CEl ou du Comité national de la CEIl du pays du demandeur.

Si vous avez des questlons sur le copyrlght de la CEI ou si vous deswez obtenir des droits supplementalres sur cette
publicatian

and
Email: jnmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The Intefnational Electrotechnical Commission (IEC) is the leading globa
Internatignal Standards for all electrical, electronic and related tech

About |[EC publications
The techpical content of IEC publications is kept under consfg g Vi . Please make sure that you|have the
latest edifion, a corrigenda or an amendment mi
" Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searshpub
The IEC pn-line Catalogue enables you to search by\a variety & i c€ number, text, technical comnjpittee,...).
It also giyes information on projects, withdrawn andTreplaced pub 3
® |EC Jupt Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up tp date on all new IEC publications. Just Rublished\details\twice
on-line apd also by email.

" Electrgpedia: www.electropedia.
The worldl's leading online di¢ctienary ef electroni i rms containing more than 20 000 terms and definitions
in English and French, with equi i iti | languages. Also known as the International Electrqtechnical
Vocabulgry online.

= Customer Service

. sts
If you wigh to give us yo k onthis p blicgtion or need further assistance, please visit the Customelr Service
Centre FAQ or contact
Email: csg@iec.ch
Tel.: +41|22 919 02 11
Fax: +41|22 919 3

A prop
La Commi
normes i

A prop
Le contehuitéchnique des publications de la CEl est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez
I’édition lp_plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié

= Catalogue des publications de la CEIl: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm
Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d’effectuer des recherches en utilisant différents critéres (numéro de référence,
texte, comité d’études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

® Just Published CEI: www.iec.ch/online news/justpub
Restez informé sur les nouvelles publications de la CEl. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles
publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

epares and publishes

a month all new publications released. |Available

ublie des

" Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et
définitions en anglais et en frangais, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé
Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

= Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du
Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



mailto:inmail@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
http://www.electropedia.org/
http://www.iec.ch/webstore/custserv
mailto:csc@iec.ch
http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm
http://www.iec.ch/online_news/justpub
http://www.electropedia.org/
http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm
mailto:csc@iec.ch
https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

IEC 60384-13

Edition 4.0

INTERNATIONAL
STANDARD

N
IN

2011-12

ERNATIONALE

Fixed
Part 1
d.c.c

Cond
Parti
conti

@apacitors

nsateurs fix

3

13: Spécifics Jiaite >Cdndensateurs fixes pour courant

nu a dié@'i
métalliques

al foil

INTERH

IB ONAI

ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE

INTERNATIONALE

PRICE CODE U
CODE PRIX

ICS 31.060.30

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

Marque

déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

ISBN 978-2-88912-814-3


https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

-2- 60384-13 © IEC:2011

CONTENTS
FOREWORDD ... 4
L C 1= 1Y - | S PRSP 6
LIPS S Yo o 1PN 6
L © o Y o1 S PP 6
1.3 NOrmMative refEreNCES ... 6
1.4 Information to be given in a detail specification ...............coooiiiiiii 7
1.5 Terms and definitions ..o 8

1.6__Marking
2 Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics .........coooviiiiiiiiiiii K LN

2.2] Preferred values of ratings .........coooiiiii e S AN N N NG
3 Quplity assessment procedures........cooeeeiiiiiiiiiieieieee e AN N N e XG D G Y

3.1 Primary stage of manufacture......................oooee,

3.2 Structurally similar components............coiiiiie e e D O TS e ) e,

3.3 Certified records of released lots
3.4 Qualification approval
3.5
4 Te
4.1
4.2 Electrical tests
4.3 Robustness of teg
4.4 Resistance to
4.5 Solderability

4.60 Rapid chang )
4.7 Vibrat' ............................
4.8

4.9

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
Table 1=Preferred tolerances @@ ... 9
Table 2 — Preferred values and combinations ... 10
Table 3 — Sampling plan together with numbers of permissible non-conformance for
qualification appProval 1St ... . e 12
Table 4 — Test schedule for qualification approval............cooiiiiiiiii e, 13
Table 5 — Lot-by-10t INSPECHION ....ceiei e e 18
Table 6 — Periodic iINSPeCiON ... e 18
Table 7 — Test points and VOItAgES .....couniiiii e 19
Table 8 — Insulation resistance requUIreMeENts .........ccoiiiiiiiii e 21

Table 9 — CorreCtioN faCTONS ... .. aas 21


https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

60384-13 © IEC:2011 -3-

Table 10 — Preferred SEVEItIES .. ... e
Table 11 — Test CONAIIONS . e e aeaas

i



https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

_4_ 60384-13 © IEC:2011

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 13: Sectional specification —
Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors

FOREWORD

1) The Ipternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for
all njtional electrotechnical committees (IEC National Committees).

interr

this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Starfdards
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guids

Publifation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a
in thp subject dealt with may participate in this preparatory work.
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ensus of opinion on the relevant subjects since e
sted IEC National Committees.
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n to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

e 40:

fional Standard IEC 60384-13 has been prepared by IEC technical commitie

Capacitors and resistors for electronic equipment.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2006 and contains the
following significant technical changes with respect to the previous edition.

— Table 3, Sampling plan together with numbers of permissible non-conformance for

qua

lification approval test, has been adjusted.

— Table 5, Lot-by-lot inspection, has been changed, highlighting assessment level EZ only.

— Table 6, Periodic inspection, has been changed, highlighting assessment level EZ only.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/2130/FDIS 40/2143/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC directives, Part 2.

7 aYd[=

A list of aftrthe parts o 8
d on the IEC website.

[ oU
ronic equipment, can be foun

for use

The committee has decided that the contents of this publication

related|to the specific publication. At this date, the publication 4

* reconfirmed,
* withdrawn,
. replaced by a revised edition, or

@%@
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 13: Sectional specification —
Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors

1 General

1.1 cope

ctric a
andard

This part of IEC 60384 applies to fixed direct current capacitors,
polyprdpylene film with electrodes of thin metal foils. The capacitors
are intgnded for use in electronic equipment.

Capacitors for electromagnetic interference suppression are no ) covered by
IEC 60884-14.

1.2  Object

The ob select
from |If Asuring
methods, r. Test
severiti bctional
specifig ‘mance

levels are not permitted.

The following referenged™d6cuxents are indispensable for the application of this dogument.
For dated refere , iti ited applies. For undated references, the latest|edition

of the i ; i amendments) applies.
IEC 60 Y series for resistors and capacitors
Amend

Amend
IEC 60 SV al testing — Part 1:General and guidance

IEC 60884-4:2008
specifigation

'xed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: (Generic

IEC 60384-13-1, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 13-1: Blank detail
specification — Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors — Assessment
level E and EZ

IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 14: Sectional
specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to
the supply mains

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 61193-2, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans for
inspection of electronic components and packages

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers
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1.4 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional
or blank detail specification. When more severe requirements are included, they shall be
listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for example by an
asterisk.

NOTE The information given in 1.4.1 may, for convenience, be presented in tabular form.

The following information shall be given |n each detail speC|f|cat|on and the values quoted
shall p ctional
specifig

ation.

1.41 Outline drawing and dimensions

These [shall be an illustration of the capacitor as an aid¢{to “eas iti nd for
compalison of the capacitor with others. Dimensions and i i which
affect [interchangeability and mounting, shall be givet ipn. All
dimenslfions shall preferably be stated in millimetres.

Normally, the numerical values shall be given for h i i e body
and the wire spacing, or for cylindrical i ameter
of the [terminations. When necessarn citance
values/voltage ranges) are covered d their
associgted tolerances shall be placed i

When t e detail specification shall state such
dimensi| : the capacitor. When the capacitof is not
design i i be clearly stated in the detail specification.

1.4.2

The de
for the
mountd
mounti
the mo

method of mounting to be applied for normal yse and
and the bump or shock tests. The capacitors shall be
e design of the capacitor may be such that |special
its use. In this case, the detail specification shall describe
hall be used in the application of the vibration and bump or

shock

1.4.3

The ra[mgs and characterlstlcs shaII be in accordance with the relevant clauses |of this
specifi ; -

1.4.3.1 Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered necessary to specify
adequately the component for design and application purposes.

1.4.3.2 Soldering

The detail specification shall prescribe the test methods, severities and requirements
applicable for the solderability and the resistance to solder heat test.

1.4.4 Marking

The detail specification shall specify the content of the marking on the capacitor and on the
package. Deviations from 1.6 of this sectional specification shall be specifically stated.
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1.5 Terms and definitions

For the purpose of this document, the terms and definitions given in IEC 60384-1 and the
following apply.

1.5.1

stability class

tolerance on the temperature coefficient together with the permissible change of capacitance
after defined tests

NOTE 1 The stability class is stated in the detail specification.

NOTE 2 Tab:c 2 b:IUVVD thc PIUfUIIUd Dtdbl:lty b:dbbcb.
1.5.2
rated voltage
Ur
maximym d.c. voltage which may be applied continuously b rated
temperpture
NOTE The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied_to tk he rated
voltage. [The value of the peak a.c. voltage should not exceed the 9 be at the
frequencjes stated and should be not greater than 280 V:
50 Hz: 20 %
100 Hz: 15 %
1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%
unless ofherwise specified in tHe detail gpecificatio
1.6 Marking
See IEC 60384-@
1.6.1 General
The informatigngi i varking is normally selected from the following list; the relative
importd \ PN ed by its position in the list.
- no
— ratgd voltage (d.c\voltage may be indicated by the symbol — or );
— tolgranceon nominal capacitance;
— yeafr and month (or week) of manufacture;

— manufacturer’s name or trade mark;

— temperature coefficient and stability class;
— climatic category;

— manufacturer’s type designation;

— reference to the detail specification;
1.6.2 Marking of capacitors

The capacitor shall be clearly marked with a), b) and c) of 1.6.1 and with as many as possible
of the remaining items as is considered necessary. Any duplication of information in the
marking on the capacitor should be avoided.
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1.6.3 Marking of packaging

The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information listed
in 1.6.1.

1.6.4 Additional marking

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

2 Preferred ratings and characteristics

21 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected frgmth

211 Preferred climatic categories
The capacitors covered by this specification are classified i cording
to the general rules given in IEC 60068-1.

The lower and upper category temperatures and the durati p heat, steady-state

test shall be chosen from the following:

—10 °C
Cc

e Lower category temperature:
e Upper category temperature:

e Durgtion of the damp heat, steady-$ 10, 21 and 56 days

The seyerities for the cold : lower and upper category temperatures
respeclively.

2.1.2 Assist(@y
Assisted drying is i od between 1 h and 6 h at a temperatures (55 2) °C
and a relative humjd 5 g2

2.2 Preferred
2.21

Preferr 48 and

E 96 sdgri

2.2.2 Tolerance on nominal capacitance

The preferred tolerances on nominal capacitance are given in Table 1.

Table 1 — Preferred tolerances

Preferred series Preferred tolerance Tolerance code
E6 120 % M
E 12 +10 % K
E 24 +5 % J
E 48 12 % G
E 96 +1 % F
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In all cases, the minimum tolerance is +1 pF. Additional values of capacitance outside the
E 96 range and additional tolerances may be specified.

2.2.3 Rated voltage (Ug)

The preferred values of rated voltages are: 40 V — 63 V — 100 V — 160 V — 250 V and their
decimal multiples. These values conform to the basic series of preferred values R 5 given in
ISO 3.

224 Stability classes in relation to temperature coefficients and change of
capacitance

Preferred values of temperature coefficients (a) with associated toler
values |of permissible change of capacitance and also preferred combi
defined as stability classes are given in Table 2.

eferred
values

The taljle is not valid for capacitance values smaller than 50 pF

Table 2 — Preferred values and c@n\ioﬁi\

Stability Temperature coefficient a and Permissi change of capacitancel”
class tolerance in parts per million per cate

degree Kelvin y temperature
107%/K /\ /{X

—80 | —100 | —125 | —1bq | Sesn | \ @5%C /‘\ 100 °C 10b °C
1 140 | 150 | 60 | 489 £120\[De(0:5\%6+0,5 pF) | (1 %+0,5 pF) | +(1 %{0,5 pF)
2 £100 | +125 | 180 50 NN %1 pF) +(2 %1 pF) | +(2 %1 pF)
3 ([ Preo\| 2260)| | 2 %2 pF) +(5 %2 pF) | +(5 %2 pF)

@ | Permissible changde ite fter Wollowing tests:

- rapi ge's

- vibrat ;

2.2.5 Categ voltage (Ug)

At 85 |°C{the category voltage is equal to the rated voltage (Ug). For upper category

t 4 £ 40N O Ll 4 14 + I+ o7 11
emperataréeor Tou— e category vorage s equarto v, 7 oR-

2.2.6 Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.

3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element or the equivalent
operation.
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3.2  Structurally similar components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced with similar
processes and materials, though they may be of different case sizes and values.

3.3 Certified records of released lots

The information required in Clause Q.9 of Annex Q of IEC 60384-1 shall be made available
when prescribed in the detail specification and when requested by a purchaser. After the
endurance test, the parameters for which information on variables is required are the
capacitance change, tan 6 and insulation resistance.

3.4 ualification approval

The prgcedure for qualification approval testing is given in Clause Q.

The schedule to be used for qualification approval testing or 2 ba ot and
periodi¢ tests is given in Clause Q.5 of IEC 60384-1. The procé Sy ixed sample size
schedufe is given in 3.4.1 and 3.4.2 below.

3.4.1 Qualification approval on the basis of the fixed

The fixed sample size procedure is described in i
shall b¢ representative of the range o
may nat be the complete range coveré

sample
may or

: \got G nd, for
these \oltages, the lowest and highest ¢ . en there are more than four rated
voltagels, an intermediate Aqltage—s . Thus, for the approval of alrange,
testing|is required of eith iXx\va apacitance/voltage combinations). When the
range ¢onsists of less|\ v the.numbler of specimens to be tested shall pe that
requiref for four values

pecimen@

Spare s
specim
manufg

e per value which may be used as replacemegnts for
because of incidents not attributable [to the

The nu assume that all groups are applicable. If this is not |so, the

numbe
When itional) groyps”are introduced into the qualification approval test scheddle, the
numbe imen egquired for Group 0 shall be increased by a same number as that

requirefd for-the additional group.

Table 1 gives the number of samples to be tested in each group or subgroup together with the
permissible number of non-conforming items for qualification approval tests.

3.4.2 Tests

The complete series of tests specified in Table 3 and Table 4 are required for the approval of
capacitors covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in
the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group 0 and then divided for the other
groups.

Specimens found non-conforming during the tests of Group 0 shall not be used for the other
groups.
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“One non-conforming” is counted when a capacitor has not satisfied the whole or a part of the
tests of a group.

The approval is granted when the number of non-conforming does not exceed the specified
number of permissible non-conforming for each group or subgroup and the total number of
permissible non-conforming.

NOTE Tables 3 and 4 together form the fixed sample size test schedule, for which Table 3 includes the details for
the sampling and permissible non-conforming for the different tests or groups of tests, whereas Table 4 together
with the detail of test contained in Clause 4 gives a complete summary of test conditions and performance
requirements and indicates where, for example for the test method or conditions of test, a choice should be made
in the detail specification.

The cqgnditions of the test and performance requirements for the fix
schedule shall be identical to those prescribed

conformance inspection.

Table 3 — Sampling plan together with numbers of permj

in the detail sp

ire test

quality

ce

er of

Group permissible
numbejr Test imens (n) ngn-
confor jance (c)
0 Visual examination <
Dimensions
Capacitance
Tangent of loss angle 120 D
Voltage proof %
Insulation resistanc 4.2.4
Spare sp%(\ & 12 D
1A | Robusiness of ferminations 4.3
ResistanceAo sg| 4.4 12 D
Compo@r}t\s ven 4.13
i 4.5
4.14
4.6 24 D
4.7
4.8 or 4.9
1 Climatic sequence 4.10 36 0
2 Damp heat, steady state 4.11 24 0
3 Endurance 4.12 36 0
4 Characteristics depending on temperature 4.2.5 24 0
Inductance *® 4.2.6
Outer foil termination ? 4.2.7

a

b

As required in the detail specification.

Not more than one non-conformity is permitted from any one value.
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Table 4 — Test schedule for qualification approval

Number of
specimens (n)
D and number
Subclause number or L of Performance
a Conditions of test P X
and test ND permissible requirements
b
non-
conformances
(c)
Group 0 ND See Table 3
4.1 Visual examination Asin 4.1
nd as
tail

4.1 Dimgnsions (detail) ication
4.2.1 Voltage proof
4.2.2 Capacitance Frequency 1 kHz lerance
4.2.3 Tapgent of loss See detail specification for the

anple (tan 9) method
4.2.4 Insplation See detail specification for the )7 >s in4.2.4.2

registance method N\ R
Group 1A D Sée Table
4.3.1 Inifjal Capacitance

mgasurements Tangent of loss ahgle:
4.3 Robystness of Visual examingtion No visible damage

term|nations

4.4 Resigtance to See detail specification

soldg¢ring heat
4.14 Component
solJyent resistan
(if gpplicable)

No visible damagg¢
Legible marking

4.4.2 Fingl
mdgasuremén

ACIC: Within limit for

relevant stability c]ass at
upper category
temperature as spgcified
in 2.2.4 and compared to
values measured ip 4.3.1

N

Tangent of loss angle As in 4.2.3.2
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Table 4 (continued)
Number of
specimens (n)
D and number
Subclause number or Conditions of test of Performance
and test * ND permissible requirements
b non-
conformances
()
Group 1B D See Table 3

4.1 Solderability

Without ageing
See detail specification for the

Good tinning as evidenced

by free flowing of the

method of the
der
..5, as
4.14 Solyent resistance Solvent:
of the marking Solvent temperature:
(if gpplicable) Method 1
Rubbing material: cotton wool
Recovery time: ...
4.6.1 Inifjal Capacitance
mgasurement Tangent of loss angle
4.6 Rapid change of T, = Lower category tempeyat
temperature Ty = Upper c
Five cycles
Duration 7, = ...
Visual examin No visible damagg¢
4.7 Vibrdtion
4.7.2 Finjal inspectio No visible damagg¢
AC/C: Within limit for
relevant stability c]ass at
\ upper category
temperature as spgcified
\ in 2.2.4 and compared to
values measured ih 4.3.1
> Tangent of loss angle As per 4.2.3.2
4.8 Bump (@r'shock, For mounting method see detail
see 4.9) specification

4.9 Shock (or bump,
see 4.8)

Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s?2

Duration of pulse: ... ms

For mounting method see detail
specification

Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s?2

Duration of pulse: ... ms



https://iecnorm.com/api/?name=86dfa5ab992e12aeee963a09ed159c6d

60384-13 © IEC:2011

— 15 —

Table 4 (continued)

Number of
specimens (n)

D and number
Subclause number or Conditions of test of Performance
and test® ND permissible requirements
b
non-
conformances
(c)
4.8.30r4.9.3 D Visual examination See Table 3 No visible damage
Final
measurements Capacitance AC/C: Within limit for
relevant stability class at
pcified
hred to
in4.3.1
Tangent of loss angle
Group 1 D See Téable 3
4.10 Clinpatic sequence x
4.10.2 Dfy heat Temperature: Upper category
temperature
Duration: 16 h
4.10.3 Dagmp heat,
cyclic, Test Db,
fifst cycle
4.10.4 Cpld Temperature: lo
temperature
Duration: 2 h
4.10.5 Low air pressure
(if required by
tHe detail
specification)
4.10.5.2 Final No permanent breakdown
measuremext flashover or harmfyul
deformation of the|case
4.10.6 Dagmp heat,
c

clic, Test D

rg

4.10.6.2

N
>

Visual examination
apacitance

No visible damagg¢

AC/C: Within limit
relevant stability c
85 C as specified
and compared to V
measured in 4.4.2

or
ass at
in2.2.4
alues
4.8.5 or

Tangent of loss angle

Insulation resistance

4O L. L bl
.0 aS appritantT

tan 6< 1,4 times values
measured in 4.3.1 or 4.6.1,
as applicable.

>50 % of values of 4.2.4.2.
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Number of
specimens (n)

D and number
Subclause number or . of Performance
a Conditions of test s .
and test ND permissible requirements
b
non-
conformances
()
Group 2 D See Table 3
4.11 Damp heat,
steady state
4.11.1 Inftial Capacitance
mleasurements
Tangent of loss angle at 1 kHz
Recovery: 1 hto2 h
4.11.3 Final Visual examination
mleasurement
Capacitance or
x ass at
°Cas specified in 2.2.4
nd compared to alues
easured in 4.11.1
Tangent of loss angle tan §< 1,4 times vplues
measured in 4.11.1
Insulation resistance >50 % of values 01 4.2.4.2
Group 3 D See Table 3
4.12 Endurance Duration: ...h
4.12.1 Injftial
mleasurements
4.12.3 Fipnal No visible damage
measurement Legible marking

<

Capécitanse

ngenf of loss angle

Insulation resistance

AC/C: Within limit
relevant stability c
85 C as specified|in 2.2.4
and compared to Jalues

measured in 4.12.{l

tan sas in 4.2.3.2
times values meag
4.12.1, whichever
greater.

or
ass at

or <1,4
ured in
is

>50 % of values 01 4.2.4.2
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Table 4 (continued)

Number of
specimens (n)

D and number
Subclause number or . of Performance
a Conditions of test .. .
and test ND permissible requirements
b
non-
conformances
()
Group 4 D See Table 1

4.2.5 Characteristics
depending on

Capacitance

Asin 4.2.5

temperature
(if ppplicable)

4.2.6 Inductance
(if required)

4.2.7 Ouer foil
tefmination
(if required)

@ Subclause numbers of test and performance requirements ref
procgdures.

® |n thik table: D = destructive, ND = non-destructive.

e

O
4\}%@ and mea

urement

3.5 Quality conformance inspection

3.5.1
a)

Formation of inspection lots
Grdups A and B inspegtic

These tests shall be ca

A nmpanufacturer may ¢
following safeguards
1) |The inspiji}

2a)

2b)

NN
&0

to the

sprésentative of the values and dimensions contdined in

s_than five of any one value in the sample, the basis for the drai/ving of

Supervising

b) Group<C inspection
These tests shall be carried out on a periodic basis.
Samples shall be representative of the current production of the specified periods and
shall be divided into high, medium and low voltage ratings. In order to cover the range of
approvals in any period, one case size shall be tested from each voltage group. In
subsequent periods other case sizes and/or voltage ratings in production shall be tested
with the aim of covering the whole range.

3.5.2 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspection is given

in the blank detail specification.

1 The term Certification Body (CB) replaces the term National Supervising Inspectorate (NSI), see IECQ 01.
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3.5.3 Delayed delivery
When, according to the procedures in Clause Q.10 of IEC 60384-1, re-inspection has to be

made, solderability and capacitance shall be checked as specified in Groups A and B
inspection.

3.5.4 Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall preferably be selected
from the following Tables 5 and 6.

Table 5 — Lot-by-lot inspection

AN
Ez/A&
AN ANk
A0 190 9\

. DAV
B1 s-3 <<: ?ki:f\\\j>> 0
L = \\\\\\\v>>

AQL = agceptance quality limit;

n = sgmple size; 6
c = pé¢rmissible number of non-conforming itexs.

Inspection subgroup °

5

spection level;

o)

@  This j the
many ction
shall 10°).
The { ex A.
In cap
confd

If applicable, th Il be
calculated by a

® Num or it
shall

°  The( bn.

%@ Table 6 — Periodic inspection

Inspection subgroup b £2
p n c

C1A 6 5 0
C1B 6 5 0
C1 6 10 0
C2 6 10 0
C3 6 10 0
C4 6 10 0

P = periodicity in months;

n = sample size;

c = permissible number of non-conforming items.

@ The content of the inspection subgroups is described in Clause 2 of the relevant blank detail specification.
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4 Test and measurement procedures

4.1 Visual examination and check of dimensions

See IEC 60384-1, 4.4.

4.2 Electrical tests
4.2.1 Voltage proof

See IEC 60384-1, 4.6, with the following details.

4.21.1 Test circuit

The prpduct of R4 and the nominal capacitance (Cy) of capacitor urd
smallen than or equal to 1 s and greater than 0,01 s.

R, includes the internal resistance of the power supply.
R, shall limit the discharge current to a value equal to, ©

4.2.1.2 Test points and voltages

The voltages as given in Table 7 sha
IEC 60884-1, for a period of 1 min for
the lot-py-lot quality conformance testing:

test shall be

N esh)hlnt 3\/ Test voltage

e ©

X > 1 b)é’nd c) \/ 2x U with a minimum of 400 V

4.2.2

See IEC 6Q384-1, 4 AWith t ollowing details.

4.2.21

The cdpacitance
capacitpnce shall be for

hdll be measured at, or corrected to, a frequency of 1 000 H

ble 3 of
1 s for

z. The

a) nominal capacitance Cy <1 000 pF:
— For measuring purposes: 1 MHz + 20 % or 100 kHz + 20 %.
— For referee purposes: 1 MHz + 20 %.

b) nominal capacitance Cy > 1 000 pF:
— For measuring purposes: 1 kHz +20 % or 10 kHz £ 20 %.

— For referee purposes: 1 kHz £ 20 %.

The peak value of applied voltage shall not exceed 3 % of the rated voltage or 5 V, whichever

is smaller.

4.2.2.2 Requirements

The capacitance shall be within the specified tolerance.
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For capacitors with a value of less than 10 pF or of more than 1 puF, the method of
measurement and the limits shall be given in the detail specification.

4.2.3 Tangent of loss angle (tan )

See |IEC 60384-1, 4.8, with the following details:

4.2.3.1 Measuring conditions

Tangent of loss angle shall be measured and the values recorded (for reference purposes).

The me nellring frnqnnnr‘y shall be the same as that used for the r‘npnr‘ifann measurement in

4.2.2.1

The acpuracy of the measuring instruments shall be such that the rorxdpes not

exceed| 10-*.

4.2.3.2 Requirements
The tangent of the loss angle shall not exceed the followi

— at 1| MHz or 100 kHz: 10 x 104 for
— at1kHz or 10 kHz: 5x 104
— at 1| kHz: 10 x 1074

When {
the det

iven in

4.2.4

See IE

4.2.41

Ance of
>0,01 s

Before
the dis
or any

4.2.4.2

The me

The vo|tagé shall be applied immediately at the correct value through the internal resjstance
of the voltage source.

The product of the internal resistance and the nominal capacitance of the capacitor shall be
smaller than 1 s or any other value prescribed in the detail specification. The insulation
resistance shall meet the requirements as indicated in Table 8.
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Table 8 — Insulation resistance requirements

Measuring points ? Requirements
Minimum RC Minimum insulation Minimum insulation

productb resistance between resistance between the
the terminations terminations and case

S MQ MQ

Cy>0,1uF Cy<0,1pF —

1a) 10 000 100 000 —

1b) and 1c¢) — — 100 000

NOTE For stability class 3, a minimum insulation resistance value of 30 000 MQ is permi?{@\

a

Meaduring points in accordance with Table 3 of IEC 60384-1, 4.5.6.

b insulation resistance between the terminations

R =
Cy =|nominal capacitance

For measurement of very high insulation resistance
where both terminations are insulated from the contaf
termingl or guarding method of measurement.

4.2.4.3 Correction factors

When the test is made at a temperature ©
corrected to 20 °C by multiplying the rgsult of the
factor. |[n case of doubt, measurement at
can be|considered as an

9,

Correction factor

0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0

acitors
a three

ary, be
rection
[able 9

4.2.5 Characteristics depending on temperature

See |IEC 60384-1, 4.24, with the following details.

4.2.5.1 Measuring conditions

The capacitors shall be dried (see IEC 60384-1, 4.3).

Number of cycles: 1
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4.2.5.2 Requirements

The change of capacitance during and after the temperature cycle (temperature coefficient
and temperature cyclic drift of capacitance) shall be within the limits of the relevant stability
class and upper category temperature according to 2.2.4.

4.2.6 Inductance (if required)

See IEC 60384-1, 4.11, with the following details.

The inductance of the capacitor shall be measured. The limit for its value shall be prescribed
in the detail specification.

NOTE An approximate value of inductance may be provided from the resonant fregw
example] with an absorption method and from the capacitance value measured according to 4.2°2.

ined, for
4.2.7 Outer foil termination (if required)
See |IEC 60384-1, 4.12, with the following details.

The cofrect indication of the termination which is connecte de metal foil dhall be

checkef in such a way that the capacitor is not damag

4.3 Robustness of terminations

See |IE

4.3.1

The ca

The tar

See |IE

4.4.1

No pre4d

4.4.2

The calpacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements
given i Ttabte4-

4.5 Solderability

See IEC 60384-1, 4.15, with the following details.

4.51 Test conditions

No ageing.
The requirements for the globule test method shall be prescribed in the detail specification.

When neither the solder bath nor the solder globule method is appropriate, the soldering iron
test shall be used with soldering iron size A.
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4.5.2 Requirements

The performance requirements are given in Table 4.

4.6 Rapid change of temperature

See IEC 60384-1, 4.16, with the following details:

4.6.1 Initial measurements

Initial measurements shall be made as prescribed in 4.3.1.

4.6.2 Test conditions

Numbef of cycles: 5

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min or 3 }
specifigation.

4.7 VYibration

See IEC 60384-1, 4.17, with the following details:

4.71 Test conditions

The following degree of severity of Tes 3 displacement or 100 m/s2,

whicheyer is the lower value, over on€é of the\fo 1g frequency ranges: 10 Hz to|55 Hz,

10 Hz o 500 Hz or 10 Hz to 2 000 Hz.The shall be 6 h.

The dg¢tail specification s S ify\thetfrequéncy range and shall also prescribe the

mounting method to bg¢ pacit ith axial leads and intended to be mounted by
he.distance and the mounting point shall be 6 mm £ | mm.

the leadls only, t
4.7.2 Final ins;e

urements and requirements

the following details:

i shall state whether the bump or the shock test applied.

4.8.1 “Hhitialmeasurements

Not required.

4.8.2 Test conditions

The detail specification shall state which of the following severities applies:
Total number of bumps: 1 000 or 4 000
Acceleration: 400 m/s? } {100 m/s2

or

Pulse duration: 6 ms 16 ms
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The detail specification shall also prescribe the mounting method to be used. For capacitors
with axial leads and intended to be mounted by the leads only, the distance between the
capacitor body and the mounting point shall be 6 mm + 1 mm.

4.8.3

Final inspection measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements
given in Table 2.

4.9

Shock

See |IEC 60384-1, 4.19, with the following details:

The de

4.9.1

ail specification shall state whether the bump or the shock test

Initial measurements

Not required.

4.9.2

The ds

applies|

Pulse

Test conditions

tail specification shall state which of

-ghape: half-sine

Table 10 - P

the fp

ev

lies.

everities in T

ities

able 10

Peak accelm

Corresponding duration of the pulse

G

The defail specific

with ax
and ths

4.9.3

Final insp

The calg

acitors
e body

given in Table 4 -

4.10 Climatic sequence

See IEC 60384-1, 4.21, with the following details:

4.101

Initial measurements

Not required, see 4.4.2, 4.8.3 or 4.9.3, as applicable.

4.10.2

Dry heat

See |IEC 60384-1, 4.21.2.
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4.10.3 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle

See |IEC 60384-1, 4.21.3.

4.10.4 Cold

See |IEC 60384-1, 4.21.4.

4.10.5 Low air pressure

See IEC 60384-1, 4.21.5, with the following details.

4.10.5.1 Test conditions

The tes
35 °C 4

b °C to

While dti
the rate

period,

The sa e parts,
as necgssary, and each part submitted to one of the(testsYaid down~i ble 3.

4.10.5.

The ca le 4.

4.10.6

See |IE

4.10.6.1 Test condi
Within 15 min af%ﬁ c

1 min 4t test point A

lied for

4.10.6
After rg : capasijtors’shall be visually examined and measured and shall mget the
require i 4,

See IEC60384-1, 4.22, with the following details.

4.11.1 Initial measurements

Initial measurement shall be made as prescribed in 4.3.1.

4.11.2 Voltage proof test

Within 15 min after removal from the damp heat test, the voltage proof test according to 4.2.1
shall be carried out, but with the rated voltage applied.

When specified in the detail specification, the capacitors shall be submitted to assisted drying
according to 2.1.2. After the completion of the assisted drying the capacitors shall be placed
in standard atmospheric conditions for the testing for 1 h to 2 h.
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4.11.3 Final inspection, measurements and requirements

After recovery, the capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the

requirements given in Table 4.

4.12 Endurance

See IEC 60384-1, 4.23, with the following details.

4.12.1 Initial measurements

Initial measurements shall be made as prescribed in 4.3.1.

4.12.2 | Test conditions

The capacitors shall be tested for 1000 h, unless otherwis cifi
specifigation, as shown in Table 11.

Table 11 — Test conditio&\ \

Category —/85/— RN )-8

Temperature 85 °C 100 °c( @c 105 85 °C

Voltage (d.c.) 150 | 1, {U& /?Uﬁ(\ 1,\S>UC 1,5 Uy

A
Sample part divided into 1part < ZQarts \ \ )\/ 2 parts

a) The

b) Afte
disgharged across

4.12.3 | Final i?
The calpacitors shdll
given in Table 4.

4.13 Compo
See IEC B

4.14 $olven ance of marking

See |IEC 60384-1, 4.32.

detail

whose

hen be

ements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 13: Spécification intermédiaire —
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique en film

AVANT-PROPOS

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organlsatl alisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co 3 " la CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les 'question isati Hans les
domgines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — er hite i Normes
interjationales, des Spécifications techniques, des Rapports teckai ions accesgibles au
publi¢ (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de i ike a des
comi{és d'études, aux travaux desquels tout Comité nationa traité peut partic|per. Les
orgaijisations internationales, gouvernementales et non go avec la CEl, participent
égaldment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I' n (ISO),

selon

2) Les décisi mesure
du p e la CEI
intérg

3) Les H agréées
comn e la CEI
s'ass bonsable
de I'§

4) Dans| 4 toute la
mesu lications
natio lications
natio

5) La CE épendants
fourn| ques de
confd ismes de
certifi

6) Tous on.

7) Aucu &tre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mandat experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des|Comités

natio powr toudt prejudlce cause en cas de dommages corporels et materlels ou de tput autre
les frais
El ou de

lications

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CElI 60384-13 a été établie par le comité d'études 40 de la CEI:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette quatrieme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 2006 et inclut les
modifications techniques significatives suivantes par rapport a I'édition précédente:

— Le Tableau 3, Plan d’échantillonnage avec nombre de non-conformités admissibles pour
I’essai d’homologation, a été corrigé.

— Le Tableau 5, Contrdle lot par lot, a été modifié, mise en évidence du niveau d’assurance
EZ uniquement.
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— Le Tableau 6, Contrble périodique, a été modifié, mise en évidence du niveau d’assurance

EZ uniquement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
40/2130/FDIS 40/2143/RVD

Le rapport de vote donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation de cette

norme.

Cette plublication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une lisfe de toutes les parties de la série CElI 60384, dont le titre gg
fixes utilisés dans les équipements électroniques, peut étre consd|tée
CEl.

sateurs
b de la

Le conlité a décidé que le contenu de cette publication ng ifi& avant la date de

stabilit¢ indiquée sur le site web de la CEIl sous "http:
relatives a la publication recherchée. A cette date, la p

* recpnduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, @

@@

bnnées
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1.1

métalli
utilisés|dans des équipements électroniques.

Les cdndensateurs d’antiparasitage ne sont pas
CEIl 60B84-14.

1.2

L'objet
préférentielles et de sélectionner, a p
la quallté, les essais et les méthodes |
performance générales pou
prescrifes dans les spécifi
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 13: Spécification intermédiaire —
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique en film
de polypropyléne a armatures en feuilles métalliques

Généralités

omaine d’application

Objet

ontinu,
feuilles

a étre

par la

stiques

nce de
ces de

gences

égal a

Les ddcuments d 5 S vrant présent

rences

non dafées, la.de adifi entuels

amendémen

CEI 6006
Amendmen
Amendment 2

CEI 60968<1, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEI 60384-1:2008,

specification (disponible en anglais seulement)

CEl 60384-13-1,

Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic

Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 13-1: Blank detail

specification — Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors — Assessment
level E and EZ (disponible en anglais seulement)

CEl 60384-14,

Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 14: Sectional

specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to
the supply mains (disponible en anglais seulement)

CEI 60410:1973, Plans et regles d’échantillonnage pour les contréles par attributs
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CEI 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages (disponible en anglais
seulement)

ISO 3:1973, Nombres normaux — Séries de nombres normaux

1.4 Informations devant étre données dans une spécification particuliére

Les spécifications particulieres doivent étre des dérivés des spécifications particulieres cadre
applicables.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas spécifier des exigences mfeneures a celles de

la spédification générique, de la spécification intermédiaire ou de la spégifi culiére
cadre. [Lorsque des exigences plus sévéres sont incluses, elles doive meérnées en
1.9 de |la spécification particuliere et indiquées dans les programmg S xemple

par un pstérisque.

NOTE |es informations données en 1.4.1 peuvent, pour des raisons prati orme de

tableau.

Les infprmations suivantes doivent étre données dans b et les

valeurs| notées doivent, de préférence, étre prise ‘article
appropfié de la spécification intermédiaire.

1.4.1

Il doit mparer
facilemgent un condensateur avec d’aufres. Les dirg i 2 ides, qui
affecte ' ification
particuliere. Toutes les dime

Normalement, les valep i i z S , ur et la
hauteur du corps et I'entrax c i i indri , iameé corps,
la longqueur et i : i hombre
d’élémeénts (val ification
particuliére, les di ANS un
tableau

Lorsqu ati S e que celle décrite ci-dessus, la spécification particuli¢re doit
stipuler i r. Sile
conden oit étre

clairem

1.4.2

La spécification particuliere doit spécifier la méthode de montage a employer pour I'utilisation
normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs. Les condensateurs doivent
étre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur peut étre
telle qu'elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans ce cas, la
spécification particuliére doit décrire ce dispositif de fixation qui doit étre utilisé lors des
essais de secousses, chocs et vibrations.

1.4.3 Valeurs assignées et caractéristiques

Les valeurs limites et les caractéristiques doivent étre conformes aux articles correspondants
de la présente spécification et avec ce qui suit.

1.4.3.1 Caractéristiques particuliéres
Des caractéristiques supplémentaires peuvent étre indiquées, si elles sont considérées

comme nécessaires pour spécifier de fagon appropriée le composant pour les besoins de la
conception et de I'application.
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1.4.3.2 Brasage

La spécification particuliére doit prescrire les méthodes d’essai, les sévérités et les exigences
applicables aux essais de brasabilité et de résistance a la chaleur de brasage.

1.4.4 Marquage

La spécification particuliere doit spécifier la teneur du marquage sur le condensateur et sur
I’emballage. Les écarts par rapport au 1.6 de cette spécification intermédiaire doivent étre
stipulés spécifiquement.

1.5 Termes et définitions

Pour lels besoins du présent document, les termes et définitions de la C
les suiyants, s'appliquent.

insi que

1.5.1
classe|de stabilité
tolérange sur le coefficient de température ainsi que la variation
les esspis définis

ité aprés

NOTE 1| La classe de stabilité est indiquée dans la spécificatio

NOTE 2 | Le Tableau 2 présente les classes de stabilité préférentiell

1.5.2
tension assignée
Ur
tension maximale en courant confinu
condensateur a la température assignée

re appliquée continuellemeént au

NOTE | plternatif
appliqué créte en
courant s et ne

soit pas

sauf indi

1.6 Ma

Voir 2.4

1.6.1

Les informations données par le marquage sont normalement choisies a partir de la liste
suivante, I'importance relative de chaque élément est indiquée par sa position dans la liste.

— la capacité nominale;

— la tension assignée (la tension en courant continu peut étre indiquée

— parlesymbole —— ou —);

— la tolérance de la capacité nominale;

— [l'année et le mois (ou la semaine) de fabrication;

— le nom du fabricant ou sa marque de fabrique;

— le coefficient de température et la classe de stabilité;

— la catégorie climatique;
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— la désignation de type du fabricant;
— laréférence a la spécification particuliére.

1.6.2 Marquage des capacités

Le condensateur doit comporter lisiblement les informations figurant aux a), b) et c) de 1.6.1
et autant des autres informations que possible si elles sont considérées nécessaires. I
convient d’éviter toute duplication d’informations dans le marquage du condensateur.

1.6.3 Marquage de I’emballage

L’emballage contenant le ou les condensateurs doit étre clairement identifié avec toutes les

informdtifons énumerees en 1.0. 1.
1.6.4 Marquage supplémentaire

Tout mjarquage supplémentaire doit étre apposé de fagon a ce qu
possible.

2 Valeurs limites et caractéristiques préférentiel

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs indiquées dans les spécifi

ce qui suit.

211

Les cg

climatig

Les ten inima atégories ainsi que la durée de l'essai
de challeur humi@' & } des>parmi les suivantes:

o Ter -55°C, -40 °C, -25 °C et -10 °C
e Ter +85 °C, +100 °C et +105 °C

e Dunée de\l'essaixorti ide: 10, 21 et 56 jours

Les s@veri gssais de froid et de chaleur seche sont respectivemsd
tempér N

2.1.2 Séchage assisté

corfusio

ne soit

enir de

Bgories

continu

bnt les

Le séchage assisté est, sous condition, prévu pour une durée comprise enire T h et 6

température (55 £ 2) °C et une humidité relative ne dépassant pas 20 %.

2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

2.21 Capacité nominale (Cy)

1 4 une

Les valeurs préférentielles de capacité nominale doivent étre choisies parmi les séries E 6,

E 12, E 24, E 48 et E 96 de la CEI 60063.

2.2.2 Tolérance de la capacité nominale

Les tolérances préférentielles des capacités nominales figurent dans le Tableau 1.
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Tableau 1 — Tolérances préférentielles

Série préférentielle Tolérance préférentielle Code des tolérances
E6 +20 % M
E 12 +10 % K
E 24 +5 % J
E 48 +2 % G
E 96 +1 % F

Dans tgus les cas, la tolérance minimale est égale a + 1 pF. Des valeurs/supplémentgires de
capacité en dehors de la gamme E 96 et les tolérances supplé t étre
spécifiges.

2.2.3 Tension assignée (Ug)

Les valeurs préférentielles des tensions assignées sont: 40" 63 ) - 250 V
et leurg multiples décimaux. Ces valeurs sont conformes.a 3N valeurs
préférentielles R 5 figurant dans I'lSO 3.

2.2.4 Classes de stabilité en relation avec i e températures et la
variation de capacité

Les valeurs préférentielles de coefficient
et les| valeurs préférentielles de ve
combingisons préférentielles de ces v
le Tableau 2.

sociées
int les
ht dans

Le tableau n’est pas v

Tabl@ -NValeuts p iefles et combinaisons préférentielles
Classe Variation admissible de capacité
de
sthbilité Température maximale de catégorie

/\\—8&{\ —1& ~125 | —160 | —250 85 °C 100 °C 145 °C

1 20N 250/ | 60 | £80 | £120 | £(0,5 %+0,5pF) | (1 %0,5 pF) | +(1 %+0,5 pF)
2 \>100 £125 | +160 | 250 | (1 %<1 pF) +(2 %+1 pF) | +(2 %+1 pF)
3

+160 +250 +(2 %+2 pF) +(5 %+2 pF) +(5 %+2 pF)

Variation admissible de capacite apres chacun des essais suivants:
e résistance a la chaleur de brasage;

e variations rapides de température;

e vibrations;

e secousses ou chocs;

e chaleur humide, cyclique;

e chaleur humide, essai continu;

e endurance.
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2.2.5 Tension de catégorie (U¢)

A 85 °C la tension de catégorie est égale a la tension assignée (Ug). Pour la tempéra
catégorie supérieure de 100 °C, la tension de catégorie est égale a 0,7 Ug.

2.2.6 Température assignée

La valeur normale de la température assignée est 85 °C.

3 Procédures d’assurance de la qualité

ture de

31 tape initiale de fabrication

L’étapd initiale de fabrication est I'enroulement de [I'élément

équivalente.

3.2 omposants associables

Les condensateurs considérés comme étant associable

ération

roduits

avec deés matériaux et des procédés similaires, bien qu i ér des dimensions

de bofit|ers et des valeurs différentes.

3.3 ertificats de conformité des

Les infprmations exigées dans I'Articl
renduep disponibles, lorsqu’elles sor
lorsqu’¢lles sont demandées par un ad
lesquels des informations
tan ¢ ef la résistance d’is6

la spécification particul
sai d’endurance les parametrs

3.4 Homologation

La progédure po
périodifues est indiquéda
programme d éc i

3.4.1

La progé
de la JEI,60384-1/echantillon doit étre représentatif de la gamme des condensateu

nt étre
ere et
BS pour
pacité,

r lot et
ant un

e Q.5.3
rs pour
buverte

lesquels~alr recherche I’homologation. Il peut s’agir ou non de la gamme compléte ¢

par la spécificatiomparticutiere:

Les échantillons doivent étre constitués de spécimens possédant les tensions les plus
et les plus hautes et, pour ces tensions, les capacités les plus basses et les plus é

basses
levées.

Lorsqu’il existe plus de quatre tensions assignées, une tension intermédiaire doit également

étre soumise aux essais. De ce fait, pour 'homologation d’'une gamme il est nécess

aire de

soumettre aux essais soit quatre soit six valeurs (combinaisons capacité/tension). Lorsque la

gamme comprend moins de quatre valeurs, le nombre de spécimens a soumettre aux
doit étre celui qui est nécessaire pour quatre valeurs.

Des spécimens de rechange sont permis, deux ou trois par valeur qui peuvent étre

essais

utilisés

comme rechanges pour les spécimens qui ne sont pas conformes a cause d’incidents non

imputables au fabricant.
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Les nombres donnés dans le Groupe 0 présument que tous les groupes sont applicables. Si
ce n'est pas le cas, les nombres peuvent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes supplémentaires sont ajoutés dans le programme d’essai
d’homologation, le nombre de spécimens nécessaire pour le Groupe 0 doit é&tre augmenté du
méme nombre que celui nécessaire aux groupes supplémentaires.

Le Tableau 1 donne le nombre d’échantillons devant étre soumis aux essais dans chaque
groupe ou sous-groupe, ainsi que le nombre autorisé de non-conformités pour les essais
d’homologation.

3.4.2 —Essais

Les séries complétes d'essais spécifiés dans le Tableau 3 et le Table igées pour
I'agrémlent des condensateurs couverts par une spécification pa i i
chaque€| groupe doivent étre effectués dans I'ordre donné.

La totalité des échantillons doit étre soumise aux essais du Grg ONE i ivis¢e pour
les autfes groupes.

Les spgcimens trouvés non conformes lors des egsai O\ne doivent pas étre
utilisés|pour les autres groupes.

On conpptabilise une “non-conformité’
des essgais d'un groupe.

I partie

L'agrément est accorde Iorsque Ie ngmb formité : hombre
spécifie re total
de non conformltes autorisges

xe, pour

NOTE KEnsemble, le Tablega
3 pour les

lequel 14 Tableau Q
différent$ essais o
donnent un résumé cowfplet

pour la méthode d’essai
particuligre.

tillonnage et des non-conformités admissibles

s /Tableau 4 et le détail des essais indiqués dans I{Article 4
essalet des exigences de performance et indique la ou, par|exemple
d’essai, il convient qu'un choix soit effectué dans la spégification

Les conditiop \ exigences de performance pour le programme d’esgai par
échantillonnage fixe iven identiques a celles prescrites dans la spécification
particulig S de conformité de la qualité.
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Tableau 3 — Plan d’échantillonnage avec nombre de non-conformités admissibles
pour I’essai d’homologation

Groupe N° Essai Paragraphe Nombre de Nombre de non-
de la présente spécimens (n) conformités
publication admissibles(c) °
0 Examen visuel 4.1
Dimensions 4.1
Capacité 4.2.2
Tangente de I'angle de perte 4.2.3 120 0
Terue-entension 424
Résistance d'isolement 4.2.4
Spécimen de rechange A <\ D
1A Robustesse des sorties 4.3
Résistance a la chaleur de brasage 4.4 2 D

Résistance du composant au solvant

1B | Brasabilité
Résistance du marquage au solvant
Variations rapides de température

Vibrations

Secousses ou chocs ?

Séquence climatique

)
A

2 Chaleur humi%eéﬂccﬂtin%\ ) 4.11 24 )
3 Endurance L \ 4.12 36 )
4 Carac%iij}w : do\la 4.2.5 24 )
tempér e
Inducta 4.2.6

Sortie recextéri

4.2.7

a

N%

I'akma
Si ex|gé dar(s la spécific iorﬁsa\rt?iére.
Une ?sze\ng con{o\rm €, pas davantage, est permise d’'une valeur quelconque.
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Tableau 4 — Programme d’essai pour I’lhomologation

Numéro de paragraphe D ou Conditions d’essai Nombre de Exigences de
et essai ? ND*® spécimens (n) et performances
nombre de non-
conformités
admissibles (c¢)

Groupe 0 ND Voir Tableau 3

4.1 Examen visuel Selon 4.1

Marquage lisible et comme
indiqué dans la
spécification particuliére

4.1 Dimensions (détail) Fa spécification

4.2.1 Tpnue en tension i pmorgage
4.2.2 Cppacité Fréquence 1 kHz ce spécifiée
4.2.3 Tpngente de Voir la spécification

I'angle de perte particuliére pour la 3.2

(tgn o) méthode
4.2.4 Rgsistance Voir la spécification

dlisolement particuliére pour la omme en 4.214.2

méthode (7

Groupe [IA D \Voi Ta@au 3
4.3.1 Mesures initiales Capacit

Tangente

4.3 Robustesse des Aucune dégradgation visible

sorfies
4.4 Régistance a la Voir la spécification
chdleur de brasage particuliére
4.14 Rgsistance d@
cpmposant au
splvant (si
applicable)
4.4.2 Mesures/finales amen visuel Aucune dégradation visible
Marquage lisible
N
Capacité AC/C: Dans la |imite de la

classe de stabilité
pertinente a la fempérature
maximale de catégorie,
comme spécifi¢ en 2.2.4 et
en comparaison avec les
valeurs mesurées en 4.3.1

Tangente de I'angle de Comme en 4.2.3.2
perte
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Tableau 4 (suite)

Numéro de D ou Conditions d’essai Nombre de Exigences de
paragraphe et essai | ND b spécimens (n) et performances
2 nombre de non-
conformités
admissibles (c¢)
Groupe 1B D Voir Tableau 3
4.1 Brasabilité Sans vieillissement Qualité de I'étamage, mise
Voir la spécification particuliere en évidence par
pour la méthode I’écoulement libre de la
brasure avec un mouillage
correct des sorties ou la
doit s’édouler
S
4.14 Rgsistance au Solvant: ...
splvant du Température du solvant: ...
mlarquage (si Méthode 1
applicable) Matériau de frottement: coton
hydrophile

4.6.1

4.6

4.7

4.8

4.9

Mesure initiale

Varjiations
rapjdes de
température

Vibfations

<

Irlspection
fipale

Temps de rétablissement: ...

Capacité
Tangente de I’'angle de perte

T,=Température minimale de
catégorie

Tg=Température maximale
catégorie
Cing cycles
Durée #,= ...

Examen visuel

Tangente de I'angle de perte

§
D

\
L

Aucune dégradafion visible

Aucune dégradafion visible

AC/C: Dans la linpite de la
classe de stabilitg
pertinente a la tgmpérature
maximale de catg¢gorie,
comme spécifié ¢n 2.2.4 et
en comparaison avec les
valeurs mesurées en 4.3.1

Selon 4.2.3.2

Secousses (ou
chocs, voir 4.9)

Chocs (ou
secousses, voir
le 4.8)

Pour la méthode de montage,
voir la spécification particuliére

Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s?

Durée d’impulsion: ... ms

Pour la méthode de montage,
voir la spécification particuliére

Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s2

Durée d’impulsion: ... ms
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Numéro de D ou Conditions d’essai Nombre de Exigences de performances
paragraphe et ND® spécimens (n) et
essai ® nombre de non-
conformités
admissibles (c)
4.8.3 0u4.9.3 D Examen visuel Voir Tableau 3 Aucune dégradation visible
Mesures finales . o
Capacité AC/C: Dans la limite de la
classe de stabilité pertinente a
la température maximale de
catégorie, comme spécifié en
2.2.4 et en comparaison avec
bes en 4.3.1
Tangente de I'angle de perte A
Groupe | D Voir Tableau 3
4.10 Sgquence
climatique \
4.10.2 |Chaleur Température: Température \
seche maximale de catégorie
Durée: 16 h >
4.10.3 |Chaleur
humide, pyclique, >
essai Db| premier
cycle
4.10.4 [Froid
4.10.5 |Basse
pression
atmosphgrique (si
exigé paf la

spécificaftion
particuligre)

4.10.5.2
finale

Mesure

4.10.6

humide,
essai Db
restants

4.10.6.2
finale

ST

>

xamen visuel

Capacité

Absence de claqudge
permanent, de rupfure ou de
déformation nuisible du boitier

Aucune dégradatidn visible

AC/C: Dans la limite de la
classe de stabilité|pertinente a
85 °C comme spégifié en 2.2.4

Tangente de I’'angle de perte

Résistance d'isolement

et—en n avec les
valeurs mesurées en 4.4.2,

4.8.5 ou 4.9.5 selon le cas

Tan 6< 1,4 fois les valeurs
mesurées en 4.3.1 ou 4.6.1,
selon le cas

>50 % des valeurs de 4.2.4.2
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Tableau 4 (suite)

Numéro de paragraphe et D ou Conditions d’essai Nombre de Exigences de performances
essai ° ND® spécimens (n) et
nombre de non-
conformités
admissibles (c)
Groupe 2 Voir Tableau 3
4.11 Chaleur humide,
essai continu
4.11.1  Mesures initiales Capacité
Tangente de I'angle de
perte a 1 kHz
Reprise:1ha2h
. ation visible
4113 |Mesure finale Examen visuel < X
Capacité fimite de la .
ité pertinente a
Epécifié en 2.2.4
son avec les
valeurs mesurdes en 4.11.1
Tangente de I'angle de Tan 6< 1,4 foig les valeurs
perte .
mesurées en 4(11.1
Résiw-i& 6 >50% des valefirs de 4.2.4.2
Groupe B D oir Tableau 3
4.12 Epdurance
4.12.1 |Mesures initiales
4.12.5 |Mesures finales Aucune dégradation visible
Marquage lisible
Q ACIC: Dans la ljmite de la
classe de stabilité pertinente a
85 °C, comme ppécifié en 2.2.4
et en comparaipon avec les
valeurs mesurdes en 4.12.1
\/ Tangente de I'angle de Tan Sselonle #.2.3.2 0u < 1,4
perte fois les valeurs| mesurées en
4.12.1, selon 14 plus grande de
ces deux valeufs
Résistance d'isolement >50 % des valdurs de 4.2.4.2
Groupe # D Voir Tableau 1
4.2.5 Caractéristigques Capaecité Seten4-2-5

dépendant de la
température (si applicable)

4.2.6 Inductance
(si exigée)

4.2.7 Sortie de
I'armature extérieure
(si exigée)

Les numéros de paragraphes des exigences d’essais et de performance se référent a I’Article 4 — Procédures d’essais

et de mesures.
b

Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.
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3.5 Contréole de conformité de la qualité

3.5.1 Constitution des lots de contrdle
a) Controle des groupes A et B
Ces essais doivent étre effectués sur la base d’essais lot par lot.

Un fabricant peut ajouter la production en cours dans des lots de contréle soumis aux
mesures de protection suivantes.

1) Le lot de contrdle doit étre constitué de condensateurs associables (voir 3.2).

2a) L’échantillon soumis aux essais doit étre représentatif des valeurs et des dimensions
contenues dans le lot de contrdle:

—  en fonction de leur nombre;
-  égalant au moins cing éléments d’une valeur quelconque.
2b) [Si I’échantillon comprend moins de cing éléments, la base/pQ

Surveillance1.
b) Contréle du groupe C
Ce

Le
co
de
de
d’a
SO

3.5.2

boitier
Ivantes
nt étre

Le prog ¢ de la

qualité

3.5.3

ble doit
ans le

Lorsqu
étre ef|
control

doivent

1 Le terme d’Organisme de Certification (ou OC) remplace le terme I'Organisme National de Surveillance (ONS),
voir IECQ 01.
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